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摘要(译)

用于确定显示设备阵列中的所选显示设备的操作状态的设备和方法。一
种方法包括通过测量多个显示设备的电特性来确定阵列中的特定显示设
备的操作状态，以及至少部分地基于三个测量来确定操作状态。在一些
实施例中，电特性是电容，在其他实施例中，阻抗可以是测量的电特
性。这些方法可以应用于IMOD显示器和其他显示器，包括LCD显示器。
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